Sukcesywne dostawy podlozy szafirowych

nazwa przedmiotu
zaméwienia

opis

stawka podatku VAT
(np. 23% lub 8%)

nazwa producenta numer katalogowy

-

Podtoza szafirowe do wzrostu
MOVPE, offcut 0.3°, SSP

2 calowe podtoza AI203 jednostronnie polerwane,
gdzie ptaszyzna C jest odchylona o 0.3° wzgledem osi
M, wyhodowane metoda Kyropoulusa, czysto$¢
materiatu: 99,999%, monokrysztat, klasa krystaliczna:
klasa optyczna 1, klasa procesowa: epi-ready, orientacja
powierzchni: ptaszczyna C (0001) pod katem 0.3 +/-
0.1° wzgledem osi M, $rednica 50.8 mm +/- 0.1 mm,
grubosé 430 pum +/- 25 pm, orientacja gléwnego cigcia:
plaszczyzna A (11-20) +/- 0,2°, dlugos¢ gtownego
Scigeia: 16.0 mm +/- 1.0 mm, gorna powierzchnia epi-
polished, Ra < 0.2 nm (wedlug AFM), tylnia
powierzchnia fine ground, Ra = 0.8 pm -1.2 pm,
pakowane prozniowo w clean roomie o klasie 100 w
pudetka po 25 sztuk.
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Podloza szafirowe do wzrostu
MOVPE, offeut 0.6°, SSP

2 calowe podtoza A1203 jednostronnie polerwane,
gdzie plaszyzna C jest odchylona o0 0.6° wzglgdem osi
M, wyhodowane metoda Kyropoulusa, czysto$¢
materiatu: 99,999%, monokrysztat, klasa krystaliczna:
klasa optyczna 1, klasa procesowa: epi-ready, orientacja
powierzchni: plaszczyna C (0001) pod katem 0.6 +/-
0.1° wzgledem osi M, $rednica 50.8 mm +/- 0.1 mm,
grubo$¢ 430 pm +/- 25 pm, orientacja glownego Scigcia:
plaszczyzna A (11-20) +/- 0,2°, diugosé gléwnego
Scigeia: 16.0 mm +/- 1.0 mm, goérna powierzchnia epi-
polished, Ra < 0.2 nm (wedlug AFM), tylnia
powierzchnia fine ground, Ra = 0.8 pm -1.2 pm,
pakowane prozniowo w clean roomie o klasie 100 w
pudetka po 25 sztuk.
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Podtoza szafirowe do wzrostu
MOVPE, offcut 0.8°, SSP

2 calowe podtoza AI203 jednostronnie polerwane,
gdzie ptaszyzna C jest odchylona o 0.8° wzglgdem osi
M, wyhodowane metoda Kyropoulusa, czysto$¢
materiatu: 99,999%, monokrysztat, klasa krystaliczna:
klasa optyczna 1, klasa procesowa: epi-ready, orientacja
powierzchni: ptaszczyna C (0001) pod katem 0.8 +/-
0.1° wzgledem osi M, $rednica 50.8 mm +/- 0.1 mm,

grubos¢ 430 um +/- 25 pm, orientacja gléwnego $cigcia:

plaszczyzna A (11-20) +/- 0,2°, dlugos¢ glownego
Scigcia: 16.0 mm +/- 1.0 mm, gorna powierzchnia epi-
polished, Ra < 0.2 nm (wedlug AFM), tylnia
powierzchnia fine ground, Ra = 0.8 um -1.2 pm,
pakowane prozniowo w clean roomie o klasie 100 w
pudetka po 25 sztuk.
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Podtoza szafirowe do wzrostu
MOVPE, offcut 1°, SSP

2 calowe podtoza A1203 jednostronnie polerwane,
gdzie plaszyzna C jest odchylona o 1° wzgledem osi M,
wyhodowane metoda Kyropoulusa, czystos¢ materiatu:
99,999%, monokrysztal, klasa krystaliczna: klasa
optyczna 1, klasa procesowa: epi-ready, orientacja
powierzchni: plaszczyna C (0001) pod katem 1° +/-
0.1° wzgledem osi M, $rednica 50.8 mm +/- 0.1 mm,
grubo$¢ 430 pm +/- 25 pum, orientacja gto

$cigeia:

plaszezyzna A (11-20) +/- 0,2°, dhugos¢ glownego
Scigeia: 16.0 mm +/- 1.0 mm, goérna powierzchnia epi-
polished, Ra < 0.2 nm (wedtug AFM), tylnia
powierzchnia fine ground, Ra = 0.8 pm -1.2 pm,
pakowane prézniowo w clean roomie o klasie 100 w
pudetka po 25 sztuk.
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Podtoza szafirowe do wzrostu
MOVPE, offcut 1° DSP

2 calowe podtoza AI203 jednostronnie polerwane,
gdzie plaszyzna C jest odchylona o 1° wzgledem osi M,
wyhodowane metoda Kyropoulusa, czysto$¢ materiatu:
99,999%, monokrysztat, klasa krystaliczna: klasa
optyczna 1, klasa procesowa: epi-ready, orientacja
powierzchni: plaszezyna C (0001) pod katem 1 +/- 0.1°
wzgledem osi M, $rednica 50.8 mm +/- 0.1 mm,

grubosé 430 um +/- 25 um, orientacja gléwnego Sciceia:

plaszczyzna A (11-20) +/- 0,2°, dlugos¢ gtéwnego
$cigeia: 16.0 mm +/- 1.0 mm, gérna powierzchnia epi-
polished, Ra < 0.2 nm (wedlug AFM), tylnia
powierzchnia Epi-polished, Ra < 0.2 nm (by AFM),
pakowane prozniowo w clean roomie o klasie 100 w
pudetka po 25 sztuk.

iloSé sztuk w przewidywana cena jednostkowa w
%?;Emcazn{um ilosé opakowaii | PLN za opakowanie
25 szt/opakowanie* 4
25 szt/opakowanie* 8
25 szt/opakowanie* 8
25 sztlc i 12
25 szt/opakowanie* 4

* - Zamawiajacy dopuszeza

takze opakowania, obejmujace

np. 5 szt. podlozy w
pojedynczym opakowaniu.

Parametry techniczne podiozy

nie mogg ulec zmianie.
UWAGA! Wykonawca
skladajacy ofertg jest
zobowigzany zmodyfikowa¢
tres¢ formularza cenowego w
zakresie kolumny "D" i "
taki sposob, aby taczna ilos¢
sztuk, ktére planuje kupi¢
Zamawiajacy, pozostala bez
zmian.
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